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テラヘルツ（THz）イメージング応用において、室温動作の高感度 THz 検出器の開発が望まれ

ている。そのためには，ボロメトリックな検出法が有効であると考えられる[1]。我々は微小な

MEMS 機械振動子の固有振動が高い Q 値を持つことに着目し，この構造を用いた THz 光検出ボ

ロメータの研究を行っている。これまでに，MEMS両持ち梁構造を作製し，その固有振動が微小

な熱の流入によりシフトし、高感度な THz 光検出ができる可能性があることを示した[2]。今回，

より大きな感度を持つと期待されるより長い両持ち梁構造を作製し、熱流入に対する振動特性の

変化および感度について検討した。 

今回作製した構造は，従来の 120mより長い，長さL = 200mの寸法を持つGaAs/AlGaAs MEMS

両持ち梁構造であり、振動の電気的駆動・検出が可能な構造となっている[3]。室温、真空中にお

けるこの構造の一次たわみモードの振動特性を Fig. 1に示す。梁の中央部には NiCr薄膜ヒータが

取り付けられており（Fig. 1挿入図），擬似的に THz光を入射したとして、入力パワーに対する梁

の特性の変化を調べることができる。L = 120m, 200mの梁の各振動モードについて、NiCrヒー

タに熱を加えたときの固有振動のシフトを測定した結果が Fig. 2である。全てのモードについて、

梁を長くすることで入力パワーに対する周波数変化率が大きくなっている。さらに L = 200mの

梁の一次たわみモードについて、検出可能な最小ヒータパワーを測定したところ、数十 nW のパ

ワーを検出できることがわかった。今後、デバイスの最適化により、サブ nW の高感度検出を実

現できると考えられる。 
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Fig. 1 作製した MEMS 両持ち梁構造の固有

振動。（挿入図）作製した構造の顕微鏡像。 

Fig. 2 NiCrヒーターへの入力パワーと固有振動周

波数の変化率の関係。 
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